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CARACTERIZACAO DO MODULO DE ELASTICIDADE DE COMPOSITOS DE
MADEIRA POR DEFLECTOMETRIA

CHARACTERIZATION OF MODULUS OF ELASTICITY IN WOOD COMPOSITES
BY DEFLECTOMETRY
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RESUMO - A técnica de deflectometria € amplamente utilizada na caracterizacdo do
comportamento eléstico de placas poliméricas e metalicas durante a aplicagdo de cargas que
promovam a flexdo, por metodologia de reflexdo da imagem. Apresenta, como vantagem, a
possibilidade de determinar o médulo de elasticidade na totalidade dimensional dos
compositos em andlise, comparativamente ao corte de amostras de pequenas dimensdes
utilizadas na determinacdo classica desta variavel, e consiste em observar a imagem de uma
grade de linhas com a superficie da amostra a ser avaliada e, em seguida, para 0 processo de
mudanca de fase causada por uma rotacdo local (aplicacdo de forca e, conseqiente,
deformacdo). O presente manuscrito trata da aplicacdo da deflectometria para determinacéo
do modulo de elasticidade (MOE) em painéis confeccionados com fibras de eucalipto e adicédo
de particulas de bagaco de cana-de-agucar, bem como correlaciona com os valores obtidos
através de determinacdo classica sob norma vigente (NBR 15316:2006). Discorre sobre
detalhes da preparacdo das amostras e montagem do set up operacional, além de comparar 0s
valores verificados a luz das determinagdes através de norma vigente, cujos valores médios de
MOE foram 3,5% inferiores aos verificados através da deflectometria.

Palavras-chave: andlise Otica, propriedade mecanica, painéis reconstituidos, eucalipto,
bagaco de cana-de-agUcar.

ABSTRACT - Deflectometry technique is widely used to characterize the elastic behavior of
polymeric and metallic plates during the application of bending loads, by methods of
reflection image. Presents the advantage of the possibility of determine the modulus of
elasticity in full dimensional analysis of the composites compared to cutting small sample
sizes used in the classical determination, and consists of observing the image of a grid lines
with the surface of the sample and the process of phase caused by a local rotation (force
application and, consequently, deformation). The present study deals with the deflectometry
application to determine the modulus of elasticity (MOE) in fiberboards made from
eucalyptus fibers and sugarcane bagasse particles, and correlates with values obtained by
classical determination according NBR 15316:2006. Discusses details of sample preparation
and assembly of the operational set up and compare the values by current standard, whose
average MOE values were 3,5% lower than verify in deflectometry method.
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INTRODUCAO

A técnica de deflectometria é amplamente utilizada na caracterizagdo do
comportamento elastico de placas poliméricas e metalicas durante a aplicacdo de
cargas/forcas que promovam a flex&o, por metodologia de reflexdo da imagem. Apresenta,
como vantagem, a possibilidade de determinar o modulo de elasticidade na totalidade
dimensional dos painéis em andlise, comparativamente ao corte de amostras de pequenas
dimens0es utilizadas na determinacdo classica desta variavel.

Segundo Kim (2008), quando os testes de flexdo sdo realizados em placas finas, as
tensdes estdo relacionadas com a curvatura da amostra, de acordo com a teoria de placas finas
de Love-Kirchhov. A deflectometria é capaz de medir as deformacBes planas diretamente,
sendo de baixo custo, ndo afetada pelas perturbacdes ambientais e de vibracdo, em
comparacao as técnicas interferométricas. O principio da deflectometria é baseado na lei de
Snell da reflexédo da luz especular (Figura 1).

A técnica da deflectometria consiste em observar a imagem de uma grade de linhas
com a superficie da amostra a ser avaliada e, em seguida, para o processo de mudanca de fase
causada por uma rotacdo local (aplicacdo de forca e, consequente, deformacdo). A
deflectometria exige que a superficie da amostra a ser avaliada apresente quantidade
suficiente de reflexdo especular, podendo ser descrita pelas fases: (i) em repouso, a luz do
ponto P do sistema de referéncia é refletida no ponto M sobre a placa antes de chegar a
camera CCD e (ii) quando a placa se deforma em flexéo, as alteragfes da curvatura local no
ponto M mudam pelo do e a cdmera CCD registra a luz que vem do ponto Q da grade de
referéncia, separados de P por u.

Portanto, uma mudanca de curvatura da placa avaliada leva a uma mudanca de local a
imagem do sistema de referéncia visto pela cdmera. A primeira imagem da placa em repouso
é tomada e o campo de fase € calculado utilizando uma fase especifica de um algoritmo. Em
seguida, a placa é deformada e outro campo de fase € calculado. A diferenca de fase entre as
imagens inicial e deformada se relaciona diretamente ao campo de curvatura local (Figura 1).
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Figura 1: Esquema ilustrativo da técnica de deflectometria.



